FISCHERSCORE® =-RAY =DALe soo

FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® 600: X-i1sini1 Flore-
sans Analizi ancak bu kadar basit olabilir

Hizli, Uygun Maliyetli XRF Olgiimleri i¢cin Optimize
Edildi

FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® 600 ile, Fischer X-RAY
ailesine Universal olarak uygulanabilir yeni bir olcum
cihazi sunuyoruz. XDAL 600, kaplama kalinligi olgimu ve
malzeme analizi icin kullanici dostu bir X-i1sini floresan
(XRF) masa Usti cihazi olarak tasarlanmistir. Kompakt,
kullanisli bir tasarima sahiptir. Bununla birlikte, hassas
olcum bilesenleri olan detektor ve X-isini kaynagina
sahiptir. ince katmanlari (< 0,1 pm) hassas, hizli ve
tahribatsiz bir sekilde olcer. Ek olarak, karmasik alasimli
veya dUsuk konsantrasyonlu kaplamalarin XRF analizini
kolayca gerceklestirir.

icsel Degerler Onemlidir

XDAL 600, her olcim icin ideal olcim kosullarini olus-
turmak icin elektriksel olarak degistirilebilir 4 adet
kolimatorun yani sira 3 adet degistirilebilir primer
filtreye sahiptir ve bu da ¢cok ¢esitli olgim gorevleriigin
maksimum esneklik saglar. Manuel olarak ayarlanabilen
numune tablasi (makas masasi) ile numuneler hizli

ve rahat bir sekilde konumlandirilabilir. Patentli DCM
(Mesafe Kontrolli Olclim) yontemi sayesinde, karmasik
geometrilerin olcimu bile kolaydir.

Cihazimiz Yeni Nesil Dijital Pulse Prosesor (DPP+) ile
Donatild:

XDAL 600, firma igcinde gelistirilmis dijital pulse prose-
sorle yani DPP + ile donatilmistir. Boylece, yliksek sayim
oranlarini islemek, maksimum ol¢im hassasiyetine ve
daha kisa olgim surelerine sahip olmak mumkdinddur.

Saglamlik, Dogruluk ve Uzun Siireli Kararlilik

XDAL 600'Un gelistirilmesi sirasinda saglamliga ozel
onem verildi. Bu nedenle, tum gereksinimler, elektrolitik
kaplama ve Uretim ortamlari gibi tim kosullar altinda
uzun bir hizmet omru i¢in uygundur. Tum Fischer X-RAY
cihaz portfoyl gibi, bu cihaz da olaganusti dogruluk

ve uzun sureli kararliliga sahiptir. Bu, kalibrasyon isini
onemli olcude azaltir ayrica zaman ve maliyet tasarrufu
saglar.
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Uygulamalar

Kursun cerceveler, konektorler veya elektro-
nik baskili devre kartlari Uzerindeki fonksiyo-
nel kaplamalar ve yari iletken endustrileri

Karmasik coklu kaplama sistemlerinin ol¢ul-
mesi

Lehimdeki kursun iceriginin belirlenmesi

NiP kaplamalarda fosfor iceriginin belirlen-
mesi

Ozellikleri

XRF olcim cihazi, DIN ISO 3497 ve ASTM B
568 X-1sini standartlarini karsilar

0,1 um (0,004 mils) olan ¢ok ince kaplamala-
rin tahribatsiz malzeme analizi ve kaplama
kalinligi olgimd

4x degistirilebilir diyafram (kolimator): @ 0,1
mm (3,2 mils), @ 0,3 mm (11,8 mils), @ 1 mm
(39,4 mils), @ 3 mm (118 mils)

3 adet degistirilebilir primer filtre

Hizli ve kolay numune konumlandirma igin
manuel olarak ayarlanabilen numune tablasi
(makas tablasi ile kullanim)

Kompakt tasarimi sayesinde XRF cihazi hafif-
tir ve cok az yer kaplar

Konumlandirma yardimcisi olarak lazer
isaretci, numunenin hizli yerlestirilmesini
destekler

Yiksek cozunurltklid renkli video kamera
sayesinde, olcim yeri kolayca belirlenir

Kullanici dostu Fischer WinFTM® yazilimi ile
olcim yapmak, ol¢timlerin degerlendirilmesi
ve olgulen degerlerin raporlastirilmasi son
derece kolaydir

Bizimle iletisime gegin
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